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1．背景と研究目的 

ダイヤモンドは高いバンドギャップ(=5.5 eV)、高い移動度（2200 cm2/Vs）などの特徴を持つため、次

世代のパワー半導体としての応用が期待されている[1]。近年では、結晶中のカラーセンタを利用した量

子技術応用も注目されている[2]。しかし、ダイヤモンド中の転位はこれらのアプリケーションの性能を

低下させる[2]。また、化学気相成長法（CVD 法）により製膜されるダイヤモンド膜は、膜厚やドーピ

ング濃度の制御が可能なため、ダイヤモンドを用いたアプリケーション応用に不可欠な技術である[3]。

したがって、CVD ダイヤモンド中の歪を高い分解能、広い面積、非破壊で歪評価を行う技術が必要であ

る。そこで本研究では、X 線トポグラフィを用いて、(100)ダイヤモンド基板中の転位の位置やバーガー

ズベクトルの同定を行った。さらに、その他の欠陥観察手法（位相差顕微鏡、ラマン分光法）との比較

により、ダイヤモンド結晶中の歪の空間的な評価を行う。 

  

2．実験条件と実験内容 

  基板サイズ 2.5 mm × 2.5 mm × 500 μm の (100) ダイヤモンド基板中の転位のバーガーズベクトル b

を特定するため、複数の回折条件を利用した（ここで g⋅b=0 となる条件下で転位の像が消滅する性質

を活用した）。本研究では、異なる複数の回折条件を設定して X 線トポグラフィ像を撮影し、バーガー

ズベクトルを求めた。具体的には、g=[−1−13]、g = [-113] とし、X 線 CMOS カメラ（浜松ホトニクス製）

やフラットパネルセンサー（浜松ホトニクス製）を用いて、ダイヤモンド基板の X 線トポ像が鮮明に観

察できる回折条件（X 線エネルギー、ω、φ など）を詳細に検討した。その後、X 線トポグラフィ像の

撮影には、名古屋大学で開発された原子核乾板を用い、高解像度の X 線トポグラフィ像を取得した。

g=[-1-13]で撮影された X 線トポグラフィ像のみ、転位の像が消滅していることから、このダイヤモンド

結晶中の転位のバーガーズベクトルは b=[-110]であると同定することができた。今後はこのダイヤモン

ド基板上に CVD ダイヤモンド膜を製膜し、基板から CVD 膜に引き継がれた転位の成長方向の観察を行

っていく予定である。 
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